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Метод диагностики дефектов в цифровых интегральных схемах при помощи встраивания 

дополнительной логики на этапе проектирования 
 
Рассматриваются методы и основные принципы разработки цифровых интегральных схем с учётом 

реализации дополнительной логики, предназначенной для применения диагностических методов. Описывается 
необходимость проектирования микросхем с учётом дополнительной диагностической логики, приводятся 
основные виды дефектов при изготовлении конечного изделия. Приводится описание основных видов 
конструкций, позволяющих производить диагностику микросхем, их особенности, достоинства и недостатки, 
а также параметры диагностики и способы их достижения. 
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Dyomkin P.M., Bespalov N.N. Fault diagnosis in digital integrated circuits by embedding additional logic at the design 
phase 
 
The paper discusses the methods and key concepts of digital integrated circuit design with reference to the 
implementation of additional logic for fault diagnosis. It substantiates the need for including additional diagnostic logic 
in IC design and lists the key types of defects in the finished article. Basic structure types enabling IC diagnosis, their 
feature, merits and drawbacks are described as well as the diagnosis metrics and the ways to attain them.   
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